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OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE —

Partie 5-1: Spécification particuliere cadre — Homologation
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assurance de-ta qualité pour les oscillateurs pilotés par quartz.

La CEl

ET (Commission Electrotechnique Iniernationale) est une organisation mondiale de normalisation_cq
ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pout
iser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les~domg
tricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normeshinterna
élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national.intéres
traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen
n avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement/avec 1'Orga
hationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les ‘deux organisatio

Hécisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques~téprésentent, dans 1§
ossible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les-€omités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommandatigns internationales. lls sont
ne normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par [es Comités nationaux.

le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a app
[ transparente, dans toute la mesure possible, les Normes~internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre la normesdesda CEIl et la norme nationale ou
spondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

El n'a fixé aucune procédure concernant le marquage.comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme'a I'une de ses normes.

Ention est attirée sur le fait que certains des &léments de la présente Norme internationale peuyv
bt de droits de propriété intellectuelle ou«de droits analogues. La CEl ne saurait étre ten

me internationale CEl 60679-5;1 a été établie par le comité d'études 49 de
itifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquenc
it étre utilisée avec les publications suivantes:

60679-1/QC 690000:" Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qu
tie 1: Spécificationygénérique.

60679-5/QC 690200: Oscillateurs pilotés par quartz sous assurance de la qU
tie 5: Spécification intermédiaire — Homologation.

bsente _Norme constitue la spécification particuliere cadre — Homologation

606.79-4 constitue la spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire.

bnsable de ne pas avoir identifié de tels drgits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencq.
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La CEI 60679-4-1 constitue la specification particuliere cadre — Agrément de savoir-faire.

Le text

e de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
49/403/FDIS 49/410/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systeme CEIl d'Assurance de la Qualité des Composants Electroniques

(IECQ).
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IEC 60

EC (International Electrotechnical Commission) 1S a worldwide organization for standardization co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is-tO
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their_prepal
sted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject .dealt W
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmentalsorganizationg
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Orgg
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between
hizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters expré€ssy as nearly as pos{
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical"’committee has repreg
all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for international use and are published in
andards, technical reports or guides and they are accepted by the(National Committees in that sens|

der to promote international unification, IEC National Comnjittees undertake to apply IEC Inte
dards transparently to the maximum extent possible /m\their national and regional standar
gence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall b
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its, approval and cannot be rendered responsiblg
bment declared to be in conformity with one of its"standards.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
tent rights. The |IEC shall not be held respgnsible for identifying any or all such patent rights.

lectric and dielectric devices(for frequency control and selection.
be used in conjunction with:

60679-1/QC 690000: Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality —
heric specification.

60679-5/QC 690200: Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality —
ctional specification — Qualification approval.

ternational. Standard forms the blank detail specification — Qualification appro
crystal’centrolled oscillators of assessed quality.

679-4’forms the sectional specification — Capability approval.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/403/FDIS 49/410/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification humber

in the |

EC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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INTRODUCTION
Spécification particuliere cadre

Cette spécification particuliere cadre est un document supplémentaire a la spécification
intermédiaire et contient les exigences concernant la présentation, la disposition et le contenu
minimal des spécifications particulieres. Le contenu de l'article 2 de la CEI 60679-5 doit étre
pris en considération pour la préparation des spécifications particuliéres.

Au cas ou cette spécification ne conviendrait pas pour des oscillateurs pilotés par quartz
fabrigués en petites quantités, il est recommandé d'utiliser la procédure basée sur I'agrément
de savpir-faire (voir CET 60679-4).

Identification de la spécification particuliére et du composant

Il convjent que la premiére page de la spécification particuliére ait la présentation proposée ci-
dessous. Les chiffres indiqués entre crochets correspondent aux renseignements qu'il cpnvient
de repprter dans les cases prévues a cet effet ci-aprés.

[1] Nom de I'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification
particuliéere est publiée, et le cas échéant, de l'organisme auprés duquel elle est

disponible.

[2] Ue numéro IECQ de la spécification particuliére.

[3] Numéro de référence et d'édition de la spécification générique ou intermédiaire selon le
das, de méme que la référence nationale si elle est différente.

[4] Uorsqu'il est différent du numéro de la CEl, le numéro national de la spécification
particuliére, sa date de publication et.toute autre information exigée par le systéeme

ational avec les numéros des amendements.

[5] UWne description succincte de l'os¢illateur & quartz, ou gamme des oscillateufs (par
gxemple, oscillateur simple en boftier et la fréquence de sortie).

[6] Ipformation de la construction (si applicable) (par exemple, soudé par résistance ou a
froid).

Pour [%] et [6] il convient que le texte donné dans la spécification particuliére puisse étrg inclus
dans la CElI QC 001005 et.la CElI QC 001004.
[7] Dessin d'encombrement comportant les dimensions principales qui ont une importance
gu niveau denl'interchangeabilité, selon la CEl 60679-3 et/ou une référencd a un
document @ational ou international. Sinon, ce dessin peut figurer dans une anneke a la
gpécification particuliére, mais [7] doit toujours contenir un dessin d'encombfement
dénéralhdu composant.

N

(8]
[9] Données de référence fournissant des informations sur les propriétés les plus

importantes du composant, permettant de faire la comparaison entre les différents types
de composants congus pour la méme application ou une application similaire.

liveau(x) de qualité acceptable(s) couvert(s) par la spécification particuliére.
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INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification and
contains requirements for style, layout and minimum content of detail specifications. In the
preparation of detail specifications the content of clause 2 of IEC 60679-5 shall be taken into
account.

This specification may be inappropriate for small batch production of quartz crystal controlled
oscillators in which case the capability approval approach is recommended. (See IEC 60679-4.)

Identifi

The fin

cation of the detail specification (DS) and of the component

St page of the DS should have the layout recommended below. The numbers b

Ptween

the squiare brackets on the front page correspond to the following information)which should be

given i

[1]

[2]
(3]

[4]

[5]
[6]

For [5]
IEC Q

[7]

8]
[9]

:
!
.
.
g

I
f

/
g

|
d

N the appropriate boxes.

'he name of the National Standards Organization under whese authority the

[he IECQ number allotted to the DS.

[he number and issue number of the IEC generic or Sectional specification as r
s well as the national reference if different.

urther information required by the nationalsystem, together with any ame
umbers.

\ brief description of the quartz crystal‘controlled oscillator or range of oscillatg
xample, SPXO and output frequency).

hformation on typical construction~(Wwhere applicable) (for example, resistance V
old welded).

and [6] the text to be given'in the DS should be suitable for entry in IEC QC 0010
C 001004.

\n outline drawing™ with the main dimensions which are of importan
hterchangeabilityl as demanded in IEC 60679-3 and/or reference to the appr
ational or international document for outlines. Alternatively, this drawing may be d
ppearanceef the component.

[he level(s) of quality assessment covered by the DS.

ublished and, if applicable, that of the organization from whichthe DS is available|

DS is

blevant

f different from the IECQ number, the national number of the DS, date of issue a’Lnd any

dment
rs (for

velded,

05 and

ce for
opriate
iven in

n annex towthe DS, but [7] should always contain an illustration of the genergl outer

vhich allow comparison between the various component types intended for the s

Reference data giving information on the most important properties of the con;lponent

me, or

similar, applications.
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Spécification disponible auprés de: [1] IECQ Edition ................ [2]
Date.......cccoovveviiiinnnn,
Pagelde.........cooon..n.
QC 690201

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS [3] [4]

ASSURANCE DE LA QUALITE

PAR HOMOLOGATION,

EN CONFORMITE AVEC:
Spécification générique:

Publication CEI 60679-1/QC 690000
Spécification intermédiaire:
Publication CEI 60679-5/QC 690200

Dessin d'encombrement et dimensions [7] TYPE D'OSCILLATEUR [5]
(projedtion du troisiéme diédre):

ENVELOPPE [6]

Dimengions en millimétres Niveau d'assurance [8]

[9]
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Specifi

cation available from:

(1]

Page lof ......cocoinnnin.
QC 690201

[2]

ELECTRONIC COMPONENTS OF
ASSESSED QUALITY

BY QU

ALIFICATION APPROVAL

IN ACCORDANCE WITH:

(3]

Generr specification:

Public
Sectio

tion IEC 60679-1/QC 690000
hal specification:

Publication IEC 60679-5/QC 690200

[4]

Outling
(third-3

Dimen

and dimensions
ingle projection):

sions in millimetres

[7]

TYPE OF OSCIELATOR

[5]

ENCLOSURE

[6]

Assessment level

[8]

[9]
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OSCILLATEURS PILOTES PAR QUARTZ
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 5-1: Spécification particuliere cadre — Homologation

rformances (voir 2.3 de la CEI 60679-1 pour les valeurs préférentielles)

— Gamme de températures de fonctionnement

— Catégorie climatique

- Sé

Erite des essais mecanques

Se rep
a cettq

prter a la CEI QC 001005 pour connaitre les fabricants dont les composants’con
spécification particuliére sont homologués.

formes

2 Caractéristiques (voir 2.2 de la CEl 60679-1)

— Frsg

guence nominale de sortie ou gamme de fréquences

— Temmpérature de référence

— Tol
- Co

— Vi

erance(s) de fréquence
nditions d'entrée (selon le cas)
Tension:
Courant:
Puissance:
hditions de sortie (selon le cas)
Tension:
Puissance:
Forme d'onde:
Charge:

elllissement

Les aufres caractéristiqgues suivantes doivent étre données, si applicables:

— ten

sion de contrdle si VCXO

— sersibilité defrequence relative si VCXO

— lingarité si VCXO
— déthils’de modulation si VCXO
— alimentation de I'enceinte si OCXO
Tension:
Courant:
ou
Puissance:
— temps de stabilisation si OCXO ou TCXO
— retracabilité si OCXO

En supplément, d'autres caractéristiques peuvent étre données.

NOTE 1

— Ces informations peuvent étre données sous forme de tableau, si nécessaire.
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QUARTZ CRYSTAL CONTROLLED OSCILLATORS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 5-1: Blank detail specification — Qualification approval

1 Ratings (see 2.3 of IEC 60679-1 for preferred ratings)

— Operating temperature range
— Climatic category

— Mefghanicat testSeverities

Informpation about manufacturers who have components qualified to this detail specification is
availahle in IEC QC 001005.

2 Chlaracteristics (see 2.2 of IEC 60679-1)

— Nopminal output frequency/range
— Reference temperature

— Frdgquency tolerance(s)

— Input conditions (as applicable)
Voltage:

Current:

Power:

— Output conditions (as applicable)
Voltage:

Power:

Waveform:

Load:

— Ageging

The following characteristics shall be stated as applicable:

— control voltage if VCXO
— pulling sensitivity  if VCXO
— lingarity. if VCXO
— mogduldtion details _if VCXO
— oven supply if OCXO

Voltage:

Current:

or

Power:
— stabilization time  if OCXO or TCXO
— retraceability if OCXO

In addition other characteristics may be stated.

NOTE 1 — Information on the above characteristics may be given in tabular form, if necessary.
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NOTE 2 — «si VCXO» signifie «si I'oscillateur est commandé par une tension»
«si TCXO» signifie «si I'oscillateur est a compensation de température»

«si OCXO» signifie «si I'oscillateur est a enceinte a température régulée»
3 Marquage

Le marquage d'un oscillateur a quartz et de I'emballage primaire doit étre en accord avec les
prescriptions de 2.4 de la CEl 60679-1. Tous les détails doivent étre définis par la spécification
particuliére.

4 |Informations nécessaires ala commande

Les informations suivantes doivent étre spécifiées:

a) quantité;

b) numéro IECQ ou numéro, date, édition de la spécification particuliére du\client;
et lorsque cela s'applique;

c) fréquence nominale exprimée en kilohertz (kHz) ou en mégahertz((MHz);

d) code du produit;

e) tolg¢rance(s) de fréquence et gamme de températures de fonctionnement;

f) degcription compléte de toute exigence supplémentairg;

5 Rapports certifiés d'essai

La spégcification particuliere doit indiquer sixles rapports certifiés d'essais sont exiggs/non
exigés|conformément a 3.12 de la CEl 60679-1.

6 Infprmation supplémentaire _(hors controle)

La spécification particuliere peutiinclure des informations supplémentaires (dont la vérification
n'‘est mormalement pas requise dans la procédure de contréle), telles que schémas de
fonctionnement, courbes, dessins et notes d'explication de la spécification particuliére.

7 EXx|gences de contrble

Les nyméros des. paragraphes et des essais, et les exigences de contrble, se réféerent a la
CEIl 60679-1

Les niyeaUx de contréle (NC) et les niveaux de qualité acceptable (NQA) donnés au tali)leau 1

sont lesTmiveaux dequatité mmimmmrate exiges et sontextraits de ta CEH60416-

Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois);

n = taille d'échantillon;

c = critére d'acceptation (nombre de défectueux autorisés);
D = essai destructif;

ND = essai non destructif;

NC = niveau de contrdle;
NQA = niveau de qualité acceptable.
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NOTE 2 — "if VCXO" means "if oscillator is voltage controlled"
"if TCXO" means "if oscillator is temperature compensated"”
"if OCXO" means "if oscillator is oven controlled"

3 Marking

The marking of the quartz crystal oscillator and the primary package shall be in accordance
with the requirements of 2.4 of IEC 60679-1. Full details shall be given in the detalil
specification.

4 Or

'h:xring information

The following ordering information shall be specified:
a) quantity;
b) IEGQ number or customer detail specification number, issue number and’date;
and where applicable
c) nominal frequency expressed in kilohertz (kHz) or megahertz (MHZ);
d) product code;
e) frequency tolerance(s) and operating temperature range;
f) fullldescription of any additional requirements.
5 Ceftified test records
The detail specification shall state whether cértified test records are required/not reqdired in
accordjance with 3.12 of IEC 60679-1.
6 Adgitional information  (not forinspection purposes)
The ddtail specification may include additional information (which is not normally requirefd to be
verified by the inspection procedure) such as circuit diagrams, curves, drawings and nqtes for
the clarification of the detail specification.
7 Ingpection requirements
Clausg numbers\of tests and performance requirements refer to IEC 60679-1.
The ILp and/AQLs given in table 1 are the minimum quality levels required and selectgdd from
IEC 60410"
In this table:
p = periodicity (in months);
n = sample size;
c = acceptance criterion (permitted number of defectives);
D = destructive;
ND = non-destructive;
IL = inspection level,
AQL = acceptable quality level.
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Tableau 1
Numéro de paragraphe et essai D ou Conditions d'essai  |[NC NQA Exigences de performance
ND %
Contréle 100 % ND
4.3.1 Contréle visuel A 4.3.1 4.3.1
4.6.2.1 Essai aux grosses fuites 4.6.2.1 4.6.2.1
(pour enveloppes
hermétiquement scellées
seulement)
4.5.4 Fréquence de sortie a la 4.5.4 Tolérance(s) de fréquence
température de référence y compris le déphasage de
la fréquence si applicable
4.5.5.1 | Fréquence a température(s) 4551 Tolérance(s) de fréquenge
spécifiée(s)
4.5.11 | Gamme d'ajustage de 4.5.11 Variation minimaleZou
la fréquence (si applicable) variations minimale et
maximale de la‘fréquende
4.5.23 | Caractéristiques de 4.5.23 4.5.23
la modulation de fréquence Essais 1 a5,
Essais 1 a4 5, selon le cas selon le cas
Essai d4 groupe A
A réalis¢r par I'échantillonnage, lot par lot
Sous-grpupe Al ND 1 1,5
4.5.13 | Tension de sortie de 4.5.13 Tensions minimale
ou ou et maximale
4.5.14 |l'oscillateur 4.5.14
4.5.15 |Forme d'onde de sortie 4.5.15 Forme d'onde comme
ou de l'oscillateur ou spécifiée
4.5.16 4.5.16
4.5.3.1 | Puissance d'entrée 4531 Puissance ou courant
de l'oscillateur maximaux
4.5.3.3 | Puissance d'entrée de 4.5.3:3 Puissance maximale
I'enceinte thermostatée au démarrage
(selon le cas) Puissance maximale
ou aprés stabilisation
4.5.3.2 | Puissance d'entrée de 4.5.3.2 Puissance maximale
I'oscillateur et de I'enceinte au démarrage
(selon le cas) Puissance maximale
apres stabilisation
Sous-grpupe A2 ND | 1,5
4.5.5.1 | Fréquence a température(s) 4551 Tolérance(s) de fréquenge
spécifiée(s) (si'‘moins de
100 % des é&chantillons sont
essayeés)
Sous-grpupe A8 ND 1,5
Annexe B / Vieillissement L'annexe B de La pente de la courbe
de la (si applicable) la CEl 60679-5 doit étre spécifiée
CEl
60679-5
NOTE - Cet essai peut étre nécessaire pour le controle a 100 %.
Essai du groupe B | | |
A réaliser par échantillonnage, lot par lot
Sous-groupe Bl ND S4 4,0
4.4.1 Contréle dimensionnel — 4.4.1 4.4.1
Essai A
Sous-groupe B2 ND S4 4,0
Pour dispositifs hermétiquement scellés seulement
4.6.2.2 Essai de fuites fines 4.6.2.2 4.6.2.2
4.6.2.1 Essai aux grosses fuites 4.6.2.1 4.6.2.1
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Table 1
Clause number and test D or Test conditions IL AQL Performance requirements
ND %
100 % inspection ND
4.3.1 Visual test A 43.1 4.3.1
4.6.2.1 Gross leak test (for 4.6.2.1 4.6.2.1
hermetically sealed
enclosures only)
4.5.4 Output frequency at 4.5.4 Frequency tolerance(s)
reference temperature including offset frequency,
where applicable
4.5.5.1 Freguency atspecified 55T FTequency toteTance(s)
temperature(s)
4.5.11 |Frequency adjustment range 4.5.11 Minimum or minjmum’ard
(where applicable) maximum frequehcy change
4.5.23 | Frequency modulation 4.5.23 4.5.23
characteristics tests 1 to 5 Tests 1to 5
(as applicable) (as applicable)
Group Al inspection
To be cgnducted on a sampling basis, lot-by-lot
Subgroup Al ND 1 1,5
4.5.13 | Oscillator output voltage 4.5.13 Minimum and maximum
or or voltages
4.5.14 4.5.14
4.5.15 | Oscillator output waveform 4.5.15 Waveform as specified
or or
4.5.16 4.5.16
4.5.3.1 | Oscillator input power 4531 Maximum power or currgnt
4.5.3.3 | Oven input power (where 4.5.3.3 Maximum power at switdh on
applicable) Maximum power after
or stabilization
4.5.3.2 | Oven and oscillator input 4.5:3°2 Maximum power at switdh on
power (where applicable) Maximum power after
stabilization
Subgroup A2 ND | 1,5
4.5.5.1 | Frequency at specified 4551 Frequency tolerance(s)
temperature(s) (if not tested
100 %)
Subgroup A3 ND | 1,5
Annex B Ageing Annex B to Slope to be specified
to IEC (when appticable) IEC 60679-5
60679-5|
NOTE —|It may be‘necessary to conduct this test 100 %.
Group B) inspection | | |
To be cgnducted on a sampling basis, lot-by-lot
Subgroup B1 ND S4 4,0
4.4.1 Dimensions — Test A 4.4.1 4.4.1
Subgroup B2 ND S4 4,0
For hermetically sealed enclosures only
4.6.2.2 Fine leak test 4.6.2.2 4.6.2.2
4.6.2.1 Gross leak test 4.6.2.1 4.6.2.1
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Tableau 1 (suite)
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Numéro de paragraphe et essai D Conditions d'essais Taille de I'échan- Exigences de
ou tillon et critére performance
ND d'acceptation
P n c
Contréle de groupe C
A exécuter par échantillonnage, lot par lot
Sous-groupe C1 D 3 8 0
4.4.2 Contrdle dimensionnel — 4.4.2 4.4.2
Essai B
4.6.3.1 | Brasabilité
Essai A (pour les sorties 4.6.3.1 4.6.3.1
par fils) Essai A Essai ‘A
Essai B (pour les dispositifs 4.6.3.1 4.6.3.1
a montage en surface Essai B Essai B
4.6.1.1 | Essais de traction et de 4.6.1.1 4.6.1.1
poussée sur les sorties
4.6.1.2 | Souplesse des sorties par fils 4.6.1.2 4.6.1.2
4.6.1.3 | Essai de couple sur plots 4.6.1.3 4.6.1.3
Contrdld final
4.3.2 Controle visuel B 4.3.2 4.3.2
4.6.2.2 | Essai de fuites fines 4.6.2.2 4.6.2.2
(enveloppes hermétiques
seulement)
4.6.2.1 | Essai aux grosses fuites 4.6.2.1 4.6.2.1
(enveloppes hermétiques
seulement)
Sous-grpupe C2 ND 3 8 0
4.5.6 Coefficient de charge 4.5.6 Changement maximal
de la fréquence de la fréquente
4.5.7 Coefficient de tension 4.5.7 Changement maximal
de la fréquence de la fréquente
Sous-grpupe C3 D 3 8 0
Contrdld initial
4.5.4 Fréquence de sortie a la 4.5.4 Enregistrer Igs mesures
température.fde-référence
4.6.21 | Immersign'dans les solvants 4.6.21 Le marquage|doit étre
de nettoyage lisible
4.6.5 Varjations rapides de 4.6.5
température: choc thermique
tarstaiT
4.6.3.2 Résistance a la chaleur
de brasage
Essai A (pour les sorties 4.6.3.2, Essai A
par fils)
Essai B (pour dispositifs 4.6.3.2, Essai B
a montage en surface)
Contréle final
4.3.2 Controle visuel B 4.3.2 4.3.2
4.5.4 Fréquence de sortie a la 4.5.4 Changement maximal
température de réflectance de la fréquence
4.5.13 Tension de sortie 4.5.13 Limites a spécifier
ou de I'oscillateur ou
4.5.14 4.5.14
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Table 1 (continued)

Clause number and test D Test conditions Sample size Performance
or and criterion of requirements
ND acceptability
p n
Group C inspection
To be conducted on a sampling basis, lot-by-lot
Subgroup C1 D 3 8
4.4.2 Dimensions — Test B 4.4.2 4.4.2
4.6.3.1 Sottderabitity
Test A 4.6.3.1 4.6.3.1
(for wire terminations) Test A Test A
Test B (for surface mounted 4.6.3.1 4.6.3.1
devices) Test B Test B
4.6.1.1 | Tensile and thrust on 46.1.1 46.1.1
terminations
4.6.1.2 | Flexibiliy of wire terminations 4.6.1.2 4.6.1.2
4.6.1.3 | Torque test on mounting 4.6.1.3 4.6.1.3
studs
Final indpection
4.3.2 Visual test B 4.3.2 4.3.2
4.6.2.2 | Fine leak test (hermetically 4.6.2.2 4.6.2.2
sealed enclosures only)
4.6.2.1 | Gross leak test (hermetically 4.6.2.1 4.6.2.1
sealed enclosures only)
Subgroup C2 ND 3 8
4.5.6 Frequency/load coefficient 456 Maximum frequency
change
4.5.7 Frequency/voltage 4.5.7 Maximum frequency
coefficient change
Subgroup C3 D 3 8
Initial ingpection
4.5.4 Output frequency at 4.5.4 Record measprements
reference temperature
4.6.21 |Immersion in«leahing 4.6.21 Marking shallfbe legible
solvents
4.6.5 Rapid change of 4.6.5
temperature: thermal shock
in/air
4.6.3.2 LResistance to soldering heat
Test A (for wire terminations) 4.6.3.2, Test A

Test B (for surface mounted
devices)

Final inspection

4.3.2
4.5.4

4.5.13
or
4.5.14

Visual test B

Output frequency at
reference temperature

Oscillator output voltage

4.6.3.2, Test B

4.3.2
4.5.4

4.5.13
or
4.5.14

4.3.2

Maximum frequency
change

Limits to be specified
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